Beilby layer

nanoscale
defects

SSD layer

microscale
defects

1—100 pm

Forschungsvereinigung Feinmechanik,

F.0.M.
[

Optik und Medizintechnik e. V.

IGF-Projekt 22724 BR:

tigeR

Multiskalige Risscharakterisierung in der Optikfertigung

Bei der Optikfertigung entstehende Mikrorisse und Materialschadigungen (,,sub-
surface damages”; SSD) setzen die Abbildungsleistung optischer Systeme herab,
sind jedoch nur sehr aufwendig oder destruktiv nachzuweisen. SSD kdnnen nur
durch aufwendige, kostenintensive Polier- und Finishing-Verfahren entfernt wer-
den. Projektziele sind ein tieferes Verstandnis der SSD-Entstehung und von Maég-
lichkeiten ihrer Minimierung und Entfernung. Mithilfe multiskaliger Analysen der
Oberflachenzustande soll ein hochauflosendes, zerstorungsfreies Messverfahren
auf Basis optischer Kohdarenztomographie entwickelt und optimiert werden.
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